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Test Items Standard/Method 
 

Electrostatic Discharge (ESD) Test - Human Body Model (HBM) 
人体模型静电敏感度试验 

ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 
 AEC-Q100-002 

Electrostatic Discharge (ESD) Test - Charged Device Model 
(CDM) 
充电器件模型静电敏感度试验 

ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 
AEC-Q100-011 

IC Latch-Up Test （ Latch-UP） 
集成电路闩锁测试 

JEDEC JESD78E 
AEC-Q100-004 

Temperature, Bias, And Operating Life  
( HTOL 、 LTOL 、 HTGB、 HTRB） 
温度 偏压 寿命试验 

JEDEC JESD22-A108  

Steady-State Temperature-Humidity Bias Life Test （THB ） 
恒定温湿度偏压寿命试验 

JEDEC JESD22-A101 

Highly Accelerated Temperature and Humidity Stress Test 
(HAST)  
高加速温湿度应力试验 

JEDEC JESD22-A110 

High Temperature Storage Life (HTSL) 
高温存储寿命试验 

JEDEC JESD22-A103  

Temperature Cycling (TC) 
温度循环试验 

JEDEC JESD22-A104  

Accelerated Moisture Resistance - Unbiased Autoclave (PCT) 
高压蒸煮试验 

JEDEC JESD22-A102  

Accelerated Moisture Resistance - Unbiased HAST（UHAST） 
无偏压高加速试验 

JEDEC JESD22-A118  
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